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S Urzqdzénie do zwigkszania $wietlnosci spektrometru neutronowego

Przedmnotem wynalazku ]est urzagdzenie do zw:ekszania dwietlnodci spektrometru neutronowego przy
rdwnoczesnym 2achowaniu jego zdolnosci rozdzielczej, co ma szczegdlne znaczenie przy prowadzeniu badan
wdziedzinie fizyki fazy skondensowanej z zastosowaniem neutronéw termicznych, gdzie zachodzi komeczno$¢
meksymalnego wykorzystania wiazek neutronowych z reaktoréw jadrowych. : :
: Znans jest urzadzenie do zwigkszania $wietinosci typowego spektrometru neutronowego polega]qce na
zastosowaniu zakrzywionych cylindrycznie monochromatordw z grafitu pyrolitycznego ustawianych tak, Zze o$
cylindra znajduje sig w ptaszczyZnis eksperymentu i umieszczonych badZz w potozeniu monochromatora bad
w poto2eniu analizatora. Ze wzgledu na staty dla danego monochromatora grafitu promijert krzywizr.y nadaje sie
on do stosowania tylko w waskim zakresia parametrdw eksperymentalnych. Pokrycie wystepujacego zwykle

- zakresu pomiarowego wymaga posiadania kompletu okoto 4-5 monochromatoréw o réznych promieniach
krzywizny, co przy wysokim koszcie jednostkowym jest rozwigzaniem bardzo kosztownym. Zastosowanie
monochromatoréw grafltowych zakrzywnonych cylmdryczme |est onraniczone w przypadxu monochromatora
- spelitrometru do energii neutronéw wynoszace] najwyzej 50 meV za$ w / przypadku analizatora do okoio 15 meV

zaleznis od wymogdw konkretnego eksparymesntu.
g Urzadzenie wedtug wynalazku ma mom:krysztaty o duze] zdolnoéci odbijania neutronéw, kaonano
w ksztatcie waskich paskéw o szerokosci 6 do 12 mim, utozone w stosunku do sisbie w taki ¢poséb, by ich
powierzchnie odbijajace tworzyly powierzchnlg famana, zbliong do wycinka powierzchni cylindrycznej
-0 dowolnym promizsniu krzywizny, przy czym poszczegélne ptytki monokrysztatéw zwigzane sa z korpusem
urzgdzenia w spossb znany, umozliwiajacy zmiane promienia krzywizny.

Urzadzenis wedtug wynalazku umotliwia z: stosowanie dowolnego materiatu monokrystalicznego, 2:vtasz-
cza monokrysztatéw metali, dzigki czemu uzyskujo-sie znacznie wydajniejsze monochromatory w zakraesie,
w ktérym nie mo2na stosowaé grafitu pyrolityczrogo ze wzgledu na jego charakterystyki strukturalne.

. Zwigkszenie fwietlnoscl spektrometru w wyniku zastosowanie propodowanych urzadzer jest réwnowaine
zwigkszeniu strumienia wreaktorze co Jest przedsigwzigciem technicznie bardzo trudnym | kosztownym.
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‘Zwiekszenie vrvdajnosci monochromatora | analizatora spektrometru trsjosiowego o 30% oznacza 2wligkszenle
$wietlnoéci spektrometru o wspétc..ynmk 1.84. Aby uzyskad taki wzrost przy uzyciu normalnych monochroma-
toréw nalezatoby zwigkszyé moc reaktora np. z 10 MW na 18.4 MW.
" Mozliwos¢ uzyskania dowolnego promienia krzywizny powierzchni odblja]qcej W urzqdzenlu wedtug
wynalazku pozwala na indywidualne dopasowanie Jej do konkretnego uktadu geometrycznago kanatu ekspery--
- mentalnego reaktora jqdrowego i spektrometru, a ponadto stwarza lforzystne warunkl do badanla bardzo malych
prébek
Wynalazek zostanie blizej objasmony wprzyktadzne wykonama uwldocznion?m na rysunku, na ktérym'
fig. 1 przedstawia schemat urzadzenia w widoku z boku, a fig. 2 — zesp6t monokrysztatéw w widoku od przodu.
Monokrysztaty 1 wykonane w ksztatcie waskich paskéw o szerokosei 4 do 12 mm utozone sg obok siebie
na elastycznym podtozu, w taki sposéb by ich powierzchnie odbijajgce tworzyty powierzchnig tamang zblizona
‘do wycinka powierzchni cylindrycznej. Monokrysztaly 1 umocowane s3 w korpusie 2, ktéry wraz z zespotem
regulacyjnym 3 stuzacym do regulacji promienia kgywizny R spoczywa na podstawie 4 przymocowanej do
stolika goniometru 5 stuigcego do zmiany nachylenia zespotu .ptytek monokrysztatéw 1 w ptaszczyZnie
pionowej przechodzgcej przez os pomiarowy urzadzenia. Regulacja krzywizny powierzchni odbijajacej o promie-
-hiu R odbywa sie za pomocy zespo#u regulacyjnego 3, otrzymujacego nzped 2 zespotu napedowego '6 poprzez
element obrotowy 7

ZastrzeZenie patentowe

Urzadzenie do zwigkszania $wictlnosci spektrometru neutronowego, w ktdrym wykorzystuje sig zjawisko

' sprgzystego spSjnego odbicia wigzek neuronowych od monokrysztetéw,znamienne tym,ze mor.okrysz-

taty (1) o duzej zdolnosci odbijania neutroné v wykonane s w ksztatcie waskich paskéw, utozonych w stosunku

do siebie w taki sposéb, by ich powierzchnie odbijajace tworzyty powlerzchnig tamang, zblizong do wycinka

powierzchni cylindrycznej, przy czym poszczagélne ptytki mornokrysztatéw (1) potaczone s z korpusem (2) .
urzgdzenia w sposéb umozliwiajacy zmiang promienia krzywizny (R).

3

N

C —— —0 S o
. .

,g#'
ilhe
Ui

|

[

; \
N A
6 I
.
e
I
L
L )
R -
L
' )
L
i

Fig. 2
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